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Welche Messeffekte gibt es bei phasenbezogene Nahfeldmessungen? 
Wie ist der Einfluss auf die Huygens-Box Methode und die simulative Verwendung (zur 
Fernfeld-Extrapolation)?

▪ Einarbeiten in CST und Grundlagen
▪ Auswahl und Modellierung eines Device-under-Test (z.B. WiFi-Antenne)
▪ Simulation des DUT im Nahfeld, Fernfeld, Huygens-Box
▪ Manipulation der Simulationsdaten mit Messeffekten in MATLAB oder Python
▪ Untersuchung der Einflüsse verschiedener Messeffekte auf die Huygens-Box
▪ Evaluierung anhand der Fernfeld-Ergebnisse der CST Simulation
▪ Auswahl von Vergleichskriterien und Auswertung
▪ Bericht und Vortrag der Ergebnisse
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